MIT-1010 Mittaustekniikka Tentti 15.12.2009

HUOM! Vastaa vain neljdén tehtdvidn, mikali aiot kdyttds hyviksesi syksylld 2009 Iuennoidun kurssin
aikana hankkimasi aktiivisuustehtdvépisteet.

1. Valitse oikea vaihtoehto (4 1 p.)

a) ilmaisee perdkkiisten mittaustulosten uusittavuus
yhtipitivyyden, mikili mittaukset on suoritettu lyhyin toistuvuus
aikavilein. lineaarisuus

generaattori-
b) Venymiliuska on tyyppinen anturi. modulaattori-

muokkain-
keskiarvon
tehollisarvon

¢) AC-mittauksissa True RMS -mittari mittaa signaalin

huippuarvon
herkkyys
erottelukyky
poikkeama

aika-

e) Digitaalinen signaali on diskreetti. amplitudi-

aika- ja amplitudi-

d) ilmaisee ldhtosuureen muutoksen ja
tulosuureen muutoksen vilisen suhteen.

pienenee

f) 1/f —kohinan tehospektritiheys taajuuden :
pienentyessi. pysyy vakiona
kasvaa
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2. Mittauksessa kiytetdan analogista yleismittaria, jonka nimellisvirta DC-mittausalueilla on
50 pA.
a) Miki on mittarin siséresistanssi, kun jénnitealue on 10 V? (1 p.)

b) Miki on mittarin ndyttdma, kun mitataan 5 V:n tasajénnitettd? Jinniteléhteen
sisdimpedanssi on 1 MQ. (2 p.)

¢) Miké olisi ndyttima, jos mittarina kytettdisiin digitaalista yleismittaria, jonka
sisdimpedanssi on 10 MQ? (2 p.)

d) Miksi analogisen ja digitaalisen mittarin néyttdmét eroavat toisistaan? (1 p.)



Oskilloskoopilla tutkitaan symmetristd kolmioaaltoa, jonka taajuus on 40 Hz, huippuarvo
on 80 mV ja pohja-arvo on —40 mV. Oskilloskoopin pystypoikkeutuksen (janniteyksikks/
jako-osa) voit valita vililld 5 mV ... 5 V ja vaakapoikkeutuksen (aikayksikk&/jako-osa)
vililtd 0,5 us ... 0,5 s (alueiden kertoimet 1, 2 ja 5). Nollataso on si#detty keskelle ndyttod.

a) Millainen kuva ndkyy kuvaputkella, kun kanava on DC-kytketty? Haluat ndhdi
signaalin mahdollisimman korkeana ja kahden jakson pituudelta. Piirrd kuva ja
merkitse kuvaan myds kdyttdmasi pysty- ja vaakapoikkeutukset. (3 p.)

+ b) Laske signaalin kokonaistehollisarvo. (3 p.)

Selitd seuraavat mittausten suorituskyvyn arviointiin liittyvét asiat: (a 3 p.)

a) Ensimmdisen kertaluvun jarjestelmén dynamiikan kuvaamiseen kiytettdvét
tunnussuureet.

b) Ominaiskdyrdn perusteella teht4dvd mittausten suorituskyvyn arviointi.

Vastaa seuraaviin: (4 3 p.)
a) Lampétilan mittaaminen resistanssin limpétilariippuvuuteen perustuvilla antureilla.

b) Mikroanturit; mitd ne ovat ja miten niité valmistetaan?



